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Chiralinės medžiagos reaguoja skirtingai į dešinės
ir kairės apskritiminės poliarizacijos šviesos pluoštą. Šis
skirtingas atsakas pasireiškia arba skirtingu lūžio rodik-
liu, ir yra vadinas optiniu aktyvumu, arba skirtingu sugė-
rimo koeficientu, tada jis vadinamas apskritiminiu dich-
roizmu. Natūralios chiralinės medžiagos turi ribotą pri-
taikymą dėl palyginus silpnos sąveikos, dėl to reikalingas
žymiai didesnis medžiagos kiekis nei bangos ilgis. Tačiau
metamedžiagos su specialiai parinktomis nanostruktūro-
mis gali turėti žymiai stipresnį chiralinį atsaką, kuris leistų
įgalinti daugelį naujų pritaikymų [1].

Tam kad paskaičiuoti chiralinį atsaką nanodalelių
klasteriuose, buvo naudojamas, taip vadinamas T matri-
cos metodas [2]. Šis metodas naudoja bazines sferines
funkcijas iš Mie šviesos išbarstymo problemos sprendimo
sferinei dalelei. T matrica susieja išbarstytos spinduliuo-
tės bazinių funkcijų koeficientus su pradinės spinduliuo-
tės išskleidimu bazinėmis funkcijomis. Sferinei dalelei ši
matrica turi tik įstrižainės narius, tačiau sudėtingesnėms
struktūroms atsiranda papildomi nariai, nusakantys tam
tikrų sferinių funkcijų keitimasi į kitas. Nanodalelių klas-
teriui T matrica gali būti paskaičiuota iš atskirų dalelių T
matricų ir transliacinių matricų kombinacijos.

1 pav. Pralaidumo erdvinis profilis kairinės
apskritiminės poliarizacijos pluoštams.

Tam kad išgauti chiralinį atsaką dažnai naudojamos
spiralinės nanostruktūros [3]. Tačiau, net ir nanosferų
klasteris iš trijų dalelių gali turėti chiralinį atsaką priklau-
somai nuo jų išsidėstymo [4, 5]. Jeigu trys sferos išsidės-
čiusios palei tiesę (180 laipsnių kampu) arba trikampiu
(60 laipsnių kampu) dėl struktūros simetrijos tiek deši-
nės apskritiminės, tiek kairės apskritiminės poliarizacijos
pluoštas turės tokį patį išbarstymą. Parinkus kurį nors kitą
kampą tarp dalelių, simetrija suyra ir galima stebėti skir-
tingą pralaidumą, priklausomai nuo kurios poliarizacijos
pluoštą siunčiame.

2 pav. Pralaidumo erdvinis profilis dešininės
apskritiminės poliarizacijos pluoštams.

3 pav. Pralaidumo minimumas kairinės ir dešininės
apskritiminės poliarizacijos pluoštams.

T matrica priklauso tik nuo sklaidančio objekto pa-
rametrų. Vadinasi, paskaičiavus T matricą, galima laisvai
keisti ateinančio pluošto parametrus, ir sudauginus su ta
pačia T matrica gauti išbarstytą šviesą. Pavyzdžiui gali-
ma pritaikyti transliacinę matricą krentančiam spinduliui
taip keičiant jo poziciją palyginus su nanodalelių klaste-
riu. Šitokiu metodu skenuojant erdvę aplink nanodalelių
klasterį suskaičiuotas pralaidumas kiekviename taške (žr.
pav. 1,2) abiejų apskritiminių poliarizacijų pluoštams.

Tam kad surasti optimalią geometriją buvo paskai-
čiuoti pralaidumo minimumai (žr. pav. 3) dešinės ir kairės
poliarizacijos pluoštams. Buvo ištyrinėta koks išsidėsty-
mas duoda maksimalų chiralinį atsaką, bei kaip jis pri-
klauso nuo įvairių geometrijos ir medžiagos parametrų.
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